
図 1 DH 試験中の相対反射率変化[2]
 図 2 各モジュール内の全センサ

の相対反射率変化の平均値 
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1. はじめに 

 太陽電池の信頼性を評価する Damp-Heat (DH)試験(85 °C, 85% RH)中に太陽電池(PV)モジュール

内に浸入する水分により，PV モジュールを劣化させる酢酸が発生する [1]．そこで我々は，錫薄膜

センサを用いた，PV モジュール内の非破壊酢酸検出法を提案している．PV モジュール内部の錫

薄膜が，酢酸と反応して無色透明な四酢酸錫に変化する．このとき，錫薄膜センサの金薄膜に対

する相対反射率変化を測定することで，酢酸を検出できる．前回の報告では，錫薄膜センサを用

いて DH 試験中の酢酸検出が可能であることを示し，酢酸検量線図により PV モジュール内部の

酢酸の発生量と分布を評価した[2]．しかし，膜厚 70 nmの錫薄膜センサでは，1500 時間程度まで

に相対反射率変化が急激に変化し，酢酸量の変化に対する感度が小さくなるのに対して(図 1)，セ

ンサ寿命を延ばすために錫薄膜センサの膜厚を増加させると，表面が白濁して相対反射率が低下

しセンサとして利用できない課題があった． 

そこで，本研究では，相対反射率の低下なく膜厚を増加させ，錫薄膜センサの寿命を改善する

ことを目的とする． 

2. 錫薄膜センサの膜厚増加 

 真空蒸着により直径 8 mmの円形ガラスに錫薄膜を蒸着した．蒸着レートを 4 nm/s以上に上げ

ることにより，相対反射率を維持したまま膜厚を増加できた．AFMによる表面像の測定結果から，

結晶構造の変化により，膜表面が平滑になり散乱が抑えられたと考えられる． 

3. DH試験中の酢酸検出 

 膜厚 70 nmの錫薄膜を封入したモジュール(A, B)と膜厚 160 nmの錫薄膜を封入したモジュール

(C, D, E)を作製し，DH 試験を行った．図 2に 3532時間までの相対反射率変化のモジュール内平

均値を示す．膜厚 160 nmのセンサの相対反射率変化は 70 nmセンサに比べて緩やかであり，膜厚

増加によってセンサ寿命が改善されていることがわかった． 
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